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Peak Luminosity

Performance du Tevatron et de D@
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o L'expérience D@
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Le détecteur D@ en Run I
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w Couche Zero amélioration pour D@ en Run Ilb

LD pour SMT

N
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|"_ Mn hamherﬁ -

protons

Solenoid Magnet

n=0

Electronics
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Preshowers prise de données en cours

Performance excellente:
S/N = 18
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Détecteur a micro-pistes de silicium

4 H- Dlsks 12 F-Disks

(+ Couche @ en Run llb )

e 793 000 (+12 000 couche @ )
caneaux électroniques

(112 000 (+12 000 couche @ )
canaux axiaux)

e Résolution de coups ~ 10 um
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w Systeme de détection de traces centrales
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Détecteur de traces a fibres (CFT)

e Fibres scintillantes
o [n| < 1.7

e 20 <r <5l cm

e 3 couches doubles
e /7 000 caneaux

—— | ||
—— | | |

Lars Sonnenschein LPNHE, Universités Paris VI, VII Paris, 15. décembre 2006/11



Systeme de déclenchement de D@
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Systeme de déclenchement du détecteur a micro-pistes (STT)

Besoin de faire des
décisions rapide!

B Decay Products

Collision
b
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Parce que:

e Les quarks de saveur b sont importants:
- Physique des hadrons B
- Physique du quark top (t — Wb)
- Physique du boson de Higgs (ZH — vubb)

e Les hadrons de type B ont un temps de vie mesurable
- ils parcourent quelques mm avant de se désintégrer
- = traces déplacées

e Possibilité de déclencher sur les traces déplacées
- en utilisant la précision du détecteur a micro-pistes
- Resolution du parameétre d'impact 55 um a haut p

(dont 35 um provient de la taille du faisceau)

S+ -—tmpact Parameter
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Le parametre d'impact et sa signification

10" IP significance Light jets
E b-jets SIP = j:CIJ'_F”):
10 — Simulation
10" Jet axis

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6

Track (SIP>0)

Coupures sur les traces: g

1P| <10mm Track (SIP<0)

L 4
h..

?
.
R4
||||||||| N4
\\\\\ *
.
*
.
*
.
*

Lars Sonnenschein LPNHE, Universités Paris VI, VII Paris, 15. décembre 2006/14



Fonctionnement schématique du STT

e L1CTT = traces au CFT

- Définir une route dans le SMT
e Sélectionner les coups axiaux du SMT dans
les routes
e Ajustement de la trajectoire donné par les
coups du LICTT4+SMT

- Mesure du p1, du parameétre d'impact et
de I'angle azimuthal ¢
e Envoyer les résultats a L2
e Passer I'information de LICTT au L2
e Envoyer les informations du L2 + les amas
du SMT a L3

clusters

SMT

L2CTT
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Reconstruction des traces
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Supervision de la position du faisceau

e Position du faisceau déterminée via le ver-
tex
e Au début de la prise de données,
les valeurs sont enregistrées par
-1le STT

- la ferme L3 (pour la reconstruction)
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Efficiency
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Supervision du STT: Distributions IP et o(IP)
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e Etiquetage de saveur b
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Définition d'un jet étiquetable

Etiquetabilité
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Criteres de sélection d'étiquetage

e Jets étiquetables

PV

decaygm_

e Reconstruction du vertex primaire

e Enlevement des VO

Filtre des K, A, ~:

- coupure sur la colinéarité
- coupures sur la masse
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Probabilité du temps de vie du jet (JLIP)

Différentes categories de traces: NS 'e{< 6,> 7}, N2MT  €{1,2,3,4}, |n|, pr and x?

super layer

Subdivision en 16 categories: pecat = p(sin 0)3/2 ~ plireck . | /dist2
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Probabilité de temps de vie du jet (JLIP)

" track significance probability (p1403)

jet trig DATA MC |-jet

4+
0 010203040506070809 1

010203040506070809 1

Pirk Purk
MC c-jet MC b-jet

3500k 1

Tool significance
000

scoct- |:| positive
2o

sl . neg ative
20000

QOO
15530_- —
100f s
:._ : i

ol T b e
0 01020304050607 0809 1
Pirk

L 1 1 A L ! 1
0 0102030405060 70809 1
Pirk

__probabilité du jet
~ d'étre de saveur léger

+ + ti:mk_l (— log IT+)J
J=0
where
:I: Nt:rEck |P< 0
IT* = ] Peaek(Sips o)
1=1

Lars Sonnenschein

LPNHE, Universités Paris VI, VII

Paris, 15. décembre 2006/24



Etiquetage des jets muoniques

Coupures de base

h55

AR(u, jet)

o pr(u) > 8GeV
o |, <2.0

Criteres d'étiquetage
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Efficacité d'étiquetage et taux de mauvaise identification

n

p
Ny
Pu

T e

Diuip
UAN

Pall

System8

Ny + Ng

Db + Dgq

e -ny + fF - ng

e - pp + [ - pg

el BN I g

P L pp - ijIP D

6” ) ejLIP N _I_ f,u i ijIP ) nq
et UP cpp + FH ijIP . Dq

e Incertitudes systématiques sont bien sous contrdle.

e Fraction de saveur

n'est pas adressée

e /1 & algorithme d'étiquetage
muonique: p'&" > 0.7 GeV

e 2 echantillons de jets n et p se distin-
guant en contenu de jets de saveur b

e 2 algorithmes d’étiquetage non-corrélés
Verification MC: ¢, =0.992: ¢, » - ¢,

e En 2003 j'ai trouvé la solution
analytique, utilisée a D@
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Performance de |'algorithme d étiquetage de saveur b JLIP

Simulation

JLIP performance in p14 MC
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e Bruit de fond multi-jets
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Détermination du bruit de fond multi-jets

Bruit de fond
multi-jets (QCD)

Ensemble lache
(sélection de base)

Méthode de la matrice
Méche B N,u _|_ NQCD ]Vléche 1 1 N
= Y — N [
Nstrict — EstrictN,u + p,ujetNQCD strict Estrict p,ujet QCD

Nstrict_pujetNléche et NQCD _ EstrictViache = Vstrict .

Solution: N, =

€strict —Ppujet E€strict —Ppujet
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Détermination du taux de mauvaise identification p,,.,

e 2 jets diamétralement opposés
o ET < 10 GeV

e 1 muon (lache)

= événements QCD = Taux de mauvaise identification p,e

axe du jet
— U

axe du jet

(Efficacité €qyic;) déterminée également sur les données (par exemple Z — ppu)
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e Le boson de Higgs
du modele standard
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Le champs de Higgs

Lo =|D,2P — V(|2

e Expliquer la brisure de la symétrie

_ 2 4
électro-faible V = pu|®]* + AP

e Rendre la théorie électro-faible et
donc le modele standard renor-
malisable

e Attribuer des masses aux particu-
les sans détruire la renormalisibi-
lité de la théorie

La symétrie de jauge du Lagrangien reste conservée, mais elle est cachée
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Contraintes EW sur le Higgs

Contraintes sur my dans le modéle standard LEPEWWG 18/03/2006

—_— 6y
] —LEP1 and SLD { s
! ml‘ad=
80.54 - LEP2 and Tevatron (prel.) 54 ; e PR
68% CL { s - [ 0274840.00012
— 4 = incl. low Q° data e
>
) N :
S, 80.41 % 3 |
=
= ad |
80.3 14 -
| d . . . n 3 oy :
150 175 200 30 100 300
m, [GeV] m,, [GeV]
Recherches directes a LEP2: my < 175 GeV @95%CL (EW fit)
mpy > 114.4 GeV @95%CL (< 207 GeV si limite de LEP2 incluse)

Un boson de Higgs léger est favorisé

Lars Sonnenschein LPNHE, Universités Paris VI, VII Paris, 15. décembre 2006/33




Production et désintégration du boson de Higgs SM

SM Higgs production SM Higgs decays
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Gfb] | . | Standard Mogel
i ] BR { |.,5'.~I1 p ’_._,_,:
2 7 | " % / d .
102 E S\ i 1l
\ E LD _UIIEIIIIIIIIII =) o ) / .
- | : ) Il :
- bb — h — W : / Z7Z
I o g A
10 = aq—>zh |« 2 4
F 7 e
L 7 2 "
i 99.qq — tth 1 10 - ;; ]
i 7 - /4
1 Cooc e b e e e by [ gu‘ . J{Im' LE_= ;ﬂ' L Ilalin‘ - Ll]{]' L SD' L '?m
100 120 140 160 180 200 : = L ! 2

H—-> WWO . . . g
e Petites sections efficaces: 0.1-1 pb dépendant de my,

Dominant decay modes 1 sur 10'? événements pp est un Higgs

o my < 135 GeV: désintégration en bb: gg — H — bb noyé en bruit de fond multi-jets (QCD)

— Recherches peuvent étre effectuées en production associée W /Z + H avec moins de bruit de fond.
— Meilleurs canaux: WH — fvbb, ZH — visbb

o my > 135 GeV: désintégration WWW: Etats finals gg — H — WW® — ¢ti—vp, WH — WWW®
peuvent étre explorés
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e Analyses de données
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e Compréhension de la production des

bruits de fond

e Comparaison données <> simulation

e = Vérification de la simulation

2 [
E I e Data
3 — Expectation
210 3 JES Error
E I (OBackground
o
>
w
2
10 &
:
|
10 3
DN | AN NN | | | N | Il

02040 60 80 100120140160
p; (GeV/c)

Z+b/Z+ 7

Criteres de selection:

e jets étiquetable, pr >15 GeV

e Un paire de leptons isolés:
ete” ou putpu~ pr >15 GeV

e 65 <my,, < 115 GeV,
80 < m,. <100 GeV

. °
Etiquetage de saveur b: 3 + Data
g 15 — Expectation
. - M O Charm+Mistag
e vertex secondaire 2 | OBkgd
lié au jet )
\:\A __ |
Données en bon accord l I |
avec la prédiction de la ! —LHl
théorie _ —l !
0o 50 100 150
p; (GeV/c)

o (Z+b) /o (Z+j) = 0.0230 & 0.0044(stat) & 0.0024(sys)
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¥y WH—/(vbb, l=e, 1

e Analyses orthogonales d'étiquetage simple et double

e Critéeres de sélection:

— p(e) isolé (et central)
— Fr > 25 GeV
— 2 jets:
Er > 20 GeV, |n| < 2.5
1 ou?2 jets étiquetés de saveur b

o

W <Z/u

Events / 20 GeV

40 DO Prellmlnary W + 1 b-tagged jet % 30[’ DO Preliminary1 W + 2 b-tagged jets "2 - DO Prellmlnary W + 2 b-tagged jets
[ L=371-385pb" e Data (O | L=371-385pb’ e Data S 8-L=371-385pb" « Data
- (W +jets | © - CIW + jets I.I>J - CIW + jets
I 1QCD | 1QCD : 1QCD
30/ Mt -~ | W - Wi
I EWbb (7] . EWbb 6/ EWbb
- W other « 20~ W other I M other
CIWH ® CIWH [ CIWH
115 GeV Lﬁ i 115 GeV i 115 GeV
4
10 I
2_
% 50 100 150 200 250 300 20 60 100 140 180 220 005 1152 25 3 35 4 455
Dijet Mass (GeV) p; of b-tagged jet (GeV) AR
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Events / 10 GeV

D WH—(vbb

o

. L =371-385 pb

- DO Prellmlnary W + 2 b-tagged jets

% 20 40 60 80 100 120 140

e Data
CIW + jets
1QCD
Bt
EIWbb

M other
JWH

115 GeV

W Transverse Mass (GeV)

=
/\

D
~—
=

Events / 10 GeV

Events / 30 GeV

10

00 50 100 150

- D@ Preliminary
- L=2371-385pb '

f

DO Prellmlnary
L =371-385 pb "'

W + 2 b-tagged jets

e Data
CIW + jets
1QCD
Bt
EIWbb
M other
oW

0 20 40 60 80 100 120 140
W Transverse Mass (GeV)

W + 2 b-tagged jets

e Data
CIW + jets
1QCD
Wit
EIWbb

M other
JWH

115 GeV

200 250 300 350

H; (GeV)
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Events / 20 GeV

Events / 20 GeV

E Dé Preliminary . W +1 b-tagged jet
g CIW + jets
. E2QCD
mtt
| EIWbb
10- W other
5 JWH
== 115 GeV
1E _—
101
0 50 100 150 200 250 300
Dijet Mass (GeV)
g Dé Preliminary , W + 2 b-tagged jets
[ W + jets
EQCD

0 50

100 150 200 250 300

Dijet Mass (GeV)

DS WH—/vbb,l=e,

=10 —

2  WH-Ivbb

g | D005 (174 pb")

T 10 = B, | W RS

T e — CDF '06 (320 pb™)

= ! e QU g

X DO Preliminary (378 pb™

= 1 95% C.L. upper limit

E - ¢--- expected limit)

1 -1 I

18107 standard Model

b I R B B s o R I
110 120 130 140 150

Higgs Mass (GeV)

e Limites de la combinaison des canaux:
— mg = 115 GeV, 75 < m;; < 125 GeV

Evénements | étiquetage simple | étiquetage double
Observés 32 6
Attendus 45 9.3

* Ogp = 2.4 pb
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400

300

2002~

100

Z H — vobb

e Criteres de selection:

— 2 ou 3 jets acoplanaires, Er > 20 GeV

— Fr > 50 GeV

— Somme scalaire de I'énergie transverse des jets
HIES < 240 GeV

e Analyses exclusives de simple et double étiquetage
traitées séparément et combinées plus tard

N‘es b d o 2 o 7
H =17 pir|: module de la somme vectorielle des pr des jets selectionnés

traces — Niraces = |. : o 7
Preees = | > . pip|: module de la somme vectorielle des pr des traces selectionnées

> =
D® Run Il (260 pb*) —— Data & L DORunil (260pb™) e Data - _ |
D o 800 '+'¢. [ zijizbb ° ogpu res pou.r rejeter le
ysical b PR I wijwb bruit de fond instrumental:
= Instrumental bkgd =600 .
TR EIT/St_rUTemaI — Fr/GeV > —40 - min{
400_— engep A¢rad(ET7jet)} + 80
I — Ppae >20 GeV
200" — A¢rad(l’jT> P%raCES)
et I . ] o — —0.1< A(ET, HT) < 0.2
-0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0. 0 100 200 30
(Er D)/ +AY) Er (GeV)
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Entries / 20 GeV

=
Q
T

O

ZH — vbb

o my =115 GeV, 75 < m,; < 125 GeV:

Evénements | étiquetage simple | étiquetage double
Observés 33 11
Attendus 34.01+6.1 0.441.8

— O9g5 — 4.3 pb

b e Utilisant cette analyse, on dérive des limites sur W H
avec un lepton non reconstruit

= Amélioration de la limite combinée sur W H

[ D@ Run |1 (260 pb™) — Data
" Doublement étiqueté

100

[ zji/izbb
T wijj/wbb
1 Instrumental

B i/sin
gle top
B wz/zz

O 24 wob
(my=115 GeV)

200 300 200
Dijet invariant mass (GeV)

o (pp— ZH)xB(H - bb) (pb)

D® Run Il
| ZH-wbb (260 pb™)
L 95% C.L. upper limit
= ( --- expected limit)
__ Standard Model
: 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 1 I.--.I..-I....I...ﬂ 1 1
00 110 120 130

Higgs Mass (GeV)
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I H > WO — (Y0 v b =e,

Ve

® Lecey = 950 pb~1, L, =930 pb~1
e Criteres de sélection:

— e/ isolés
— pr(¢y) > 20 GeV
— pT(‘€2) > 15 GeV

o [ir > 20 GeV

4eme génération?

e Reconstruction de la masse du Higgs impossible ® mp/2+20GeV < pf + p7 + Fr < mpy

a cause de 2 neutrinos o mZ(0, Br) > 45GeV + (my — 120GeV) /4

e Exploitation de la corrélation de spin pour

diminuer le bruit de fond e \eto contre

— AD(L0) est utile — Résonance de Z
— Les leptons chargés du Higgs sont co-linéaires — Jets énergétiques
+ et
——— o ——>—
< e <:E e > o A(I)(gg) < 2.0
v \%\A e
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w H S WWY s 00~ vi l=e,

1025 o

10:

4eme géneration?

e my = 120 GeV:

- Iz

[ ] QCD fakes
104j Cww

E [CCIWoev

r Bl zzWz

r A tt>ee
10%E —— 160 GeV Higgs (x10)

| HIGGS MASS 160 GEV (After Cuts 1-7) | * =

Bz

After cuts

[ cD fakes
CIww
CIwow
A t>en
Mz
I wzizz

—— 160 GeV Higgs (x10

2.5
A ¢ (e, p) (rad)

2 ~ D@ Run Il Preliminary, ~950
— 37 évenements observés =l s, o
3 1 L "::' - - ,,,,, i
— 34.5+2.3 (stat) attendus - o % ~ 95% CL Limit
_ . L L L e Expected -
— Incertitude théorique sur le ; i - ~ —— Observed
bruit de fond 15% = 105_ ® L Sl
i e o
— 095 = 6.3 pb :g r Q
1 5 -g 4th Generation Model
e Si my = 160 GeV -2
~ 2 Higgs dans nos données 100 W /_s:m
0 ! N 2 & . E. | I T T NN T T TR N SR T S N TR SR SR SN SR SRR |
e Exclusion d'une 4eme génération 100 120 140 160 180 200
pour 150 < my < 185 GeV Higgs mass (GeV)
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DO WH - Wi o ptet L x

D@ Run Il Preliminary

> 3
N . o 107 —
e Criteres de selection: o 2 Il unike sign
— B .
3 B .Ilke sign
— 2 leptons de méme charge, isolés ‘g 102 L 384 pb-!
(ce. e, ) 5o
— pT(g) > 15 GeV 10__
— Fr > 20 GeV
— Discriminant topologique B
(AG(¢4,£), Br L
P Ad . (f 0 50 4100 150 200
ET\{ 8}7 ¢min( ) ET)) Principalement des di-bosons (W Z) Mee (G€V)
o) 10°¢ ; : G
Evénements = S D@ Run Il Preliminary
observés attendus S 05 CDF194 0 N D
ec | 1 | 0.70£0.08 =TF e |
e,u 3 432 :|: 023 :I-_z 1 ;_D®363-384Pb_1 —— D@ observéd 95% C.L. limit
L 2 3.72 +0.75 m S Fermiophobic Higgs
x - : Standard Model Higgs
flo'l TR SO M- — CDF Run II'preIiminary
o Limite (pour my = 115 GeV): ST : :
B _ Py B« B B B R
095 = 3.88 pb 10" =700 " 120 140 160 180 200
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e Combinaison
des différentes recherches

Lars Sonnenschein LPNHE, Universités Paris VI, VII Paris, 15. décembre 2006/45



Le calcul des limites

e Méthode CLs (LEP) utilisée pour combinaison

— |

Intervalle de confiance Cls est une normalisation

de CL5_|_B

= (C
C

- C

s, = hypothese signal + bruit de fond,
s = hypothese du bruit de fond seulement,

s = Cls,5/CLg, CLs g & CLg sont définis en uti-

lisant une “statistique de test”

— Statistique de test utilisée: Rapport de vraisemblance
LLR= —21n () généré via
statistique de Poisson ) = (s + b)%e~(5%0) /e=0pd,
s=signal, b=Dbruit de fond, d=données
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"2 E 371-385 pb'1 WH / 1 b-tagged jet
Ty 102L 2 Analyses o e Data
LI>J = DO Runll Preliminary W 4 jets
- 1QCD
i . Wit
| i
- other
10§ OWH
C 115 GeV
1F
107
0 50 100 150 200 250 300
Dijet Mass (GeV)
< -
Syl WH-WW*W o — e Data
@ £ DO Run Il Preliminary
S [ 363-384pb'/3 Analyses — Background
u>J —— Signal (m =155 GeV/c?)x40
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- -
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= Th |
C gy
o B =
10-1 1 1 1 1 I 11 1 1 I i - I 1111 I 11 1 1 I 11 111 I 1 1 1 | I IIIIIII I 1 1 1
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Discriminant Value

Entries/20GeV

Events/0.2 Radian

DED Variables utilisées dans la combinaison

9 ——
DO Run Il Preliminary - pata
8E ZH/ 2 b-tagged jets 53
7 - @ Instrumental
C [ tt/single top
C B WZ/ZZ
6 = CJZH-v Vbb x5
50 o
4 E_ _l_l——L
| -
P ‘
1 T
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25/~ D@ Run Il Preliminary
- 299-325 pb'/ 3 Analyses
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o
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Erreurs corrélées

Les erreurs corrélées et non-corrélées sont prises en compte

Canal

Source d'incertitude

WH — evbb

WH — uvbb

WH — [ vbb

/ZH — vibb

WH — WWW*

H-—->WW

Luminosité

Echelle d'énergie de jets

Identification des jets

Identification des électrons

Identification des muons

Etiquetage des jets b

o du bruit de fond

Erreurs corrélées les plus importantes entre

les différentes analyses.

L'erreur systématique corrélée sur la section efficace des bruits de fond
est traitée séparément pour chaque bruit de fond.
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P¥) Les canaux de la combinaison

Canal Luminosité [pb~'] Variable finale

W H — evbb, étiquetage simple 371 Masse invariante de deux jets
W H — evbb, étiquetage double 371 Masse invariante de deux jets
W H — uvbb, étiquetage simple 385 Masse invariante de deux jets
W H — uvbb, étiquetage double 385 Masse invariante de deux jets
WH—-WWW* —ee+ X 384 Discriminant topologique
WH —WWW* —eu+ X 368 Discriminant topologique
WH —- WWW* = uu+ X 363 Discriminant topologique
W H — [ vbb étiquetage simple 260 Masse invariante de deux jets
WH — [ vbb étiquetage double 260 Masse invariante de deux jets
Z H — vvbb étiquetage simple 260 Masse invariante de deux jets
Z H — vubb étiquetage double 260 Masse invariante de deux jets
H— WW — evev 950 Ado(e,e)
H—-WW — evuv 950 A¢(e, )
H—-WW — puvuv 930 Ao (p, 1)
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95% CL Limit/SM

10

10 °

10

Les limites de D@

DO Run II Preliminary

A ZH—ITe
" Tad: 320789 pb
. ""i.'r
"l-l‘I -i-"
-
* a7
L *
% -
[y u - =
‘# -..'1 . a®
Y -
Ve et WH—WWW
L - -
- - “# ------ L *‘-h---I-----Hj;.z-ﬂ}-?j-? ------
]

1-r—,1.=r'l.=r*"—,|1.-h|-
[0 300325 pb

0 combined
260-389 pb
N 0 combined
with H—WW: 930-950 pb™*
Taky 27, 2006
| HHLO ETET =n=|:|:||:|n:I
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my (GeV)
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95% CL Limit / SM

35 __________
I '
30 %
= 3
25: ..... J u

Tevatron Run |l Prellmmary

------- DZero Expected I Ldt=0.3-1.0 fb"~
------- CDF Expected
mnn Tevatron Expected
=== Tevatron Observed

foo 110

120 130 140 150 160 170 180 190 200
my, (GeV/c?)
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e Améliorations
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g9 Améliorations et optimisations

Nouvel outil d’'étiquetage de b: La résolution de I’énergie de jets:

e Combinaison des différents algorithmes e Exploiter I'information des traces
d'étiquetage (basée sur I'lP) par un re-

e Correction pour I'energie hors du cone
seau de neurones

e Résolution de I'energie de jets s'améliore

e Entrainement a l'aide de la simulation de 20%
e Performance mesurée sur les données Améliorer la calibration calorimétrique:
o Efficacité augmentée de 33% pour e Exploiter Z — bb pour la calibration des
un taux de mauvaise identification de Jets de type b
0 . . 0 no g .
0.5% e Exploiter le STT pour enrichir |'échantillon
Tagger :
. QCD Fake _ Fires —l en jets b
g T h °\; ; _JLIP yd L . Vé
: "t SCh 1 2 R Amélioration du déclenchement L1-Cal:
Eor I B
o 04 5 | " . 21 . - : ., .
A el e Amélioration de I'efficacité des canaux dif-
RS T g ficiles (ZH — vubb, hbd)
e | 50: 33 %
S A4 Y Layer 0 ajouté au SMT:
[ 303;" e Amélioration de |'efficacité d'étiquetage de
U SO AT I R A I b de 15% = Meilleure sensibilité au Higgs
0 0.2 0 0.2 04 0.6 0.8 1NN 0 1.2 0 05 1 15 2 25 3 si Ffl f(I/S)
utput ake Rate (%
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Y9 [Etudes de sensibilité

Fd

Etudes mis a jour en 2003

SUSY/Higgs Workshop|

dans l'intervalle des basses masses: 100f Higgs Sensitjvity ("98-'99) :
j _ E Study ('03) i
o W(Z) — tv(vv, £L)bb " statistical power only '

- _ _ - (no systematjics)
e Amélioration et meilleure compre-

: . 10 S -
hension du détecteur : -(_% Telalon 8 il
e Analyses optimisées (réseaux de 1 ]
neurones) ot So discovery
1™ = 3o evidence ;
PRELIMlNr\RY 95% CL exclusion]
80 100 120 140 160 180 200
my (GeV)

La sensibilité dans I'intervalle de masse au dessus de la limite de LEP (~114 GeV) commence a 2 fb™!

e 8 fb~1: Exclusion de my = 115 — 135 GeV et my = 145 — 180 GeV
e Indication de 30 a my = 115 — 130 GeV
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e Conclusions
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¥d Conclusions

Ve

Le systeme de déclenchement du détecteur a micro-
pistes L2STT a été incorporé au systeme de
déclenchement et mis en service. Les futures analyses-
peuvent |'exploiter.

Limites observées (attendues) a 95% C.L.

sur o(pp — WH) x BR(H — bb/WW):

2.8 pb (3.5 pb) pour my = 115 GeV et 3.1 pb (2.6 pb)
pour my = 145 GeV.

La combinaison totale des limites observées (attendues)
sur o(pp — WH/ZH/H) x BR(H — bb):

4.3 pb (4.8 pb) pour myg = 115 GeV et 6.4 pb (6.8 pb)
pour my = 135 GeV.

De nouvelles techniques sont en cours de
développement = Amélioration de la sensibilité

A partir d’'environ 2 fb~! le Tevatron devient sensible
au-dela de la limite du LEP (~114 GeV)
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